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A guide to achieving business successes through statistical methods
Statistical methods are a key ingredient in providing data-based
guidance to research and development as well as to manufacturing.
Understanding the concepts and specific steps involved in each
statistical method is critical for achieving consistent and on-target
performance. Written by a recognized educator in the field, Statistical
Methods for Six Sigma: In R&D and Manufacturing is specifically geared
to engineers, scientists, technical managers, and other technical
professionals in industry. Emphasizing practical learni
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Ce volume contient les actes d'un colloque interdisciplinaire (IMEC,
Caen, 15-17 septembre 2008) consacré à l'oeuvre de trois linguistes,
philologues et historiens de langues et de cultures : Ferdinand Brunot,
Sylvain Lévi et Antoine Meillet. Ces auteurs sont reliés par une visée
"sociologique" et ethnographique" qui les rattache à la pensée et à
l'oeuvre d'auteurs comme Emile Durkheim ou Marcel Mauss ; ils ont
participé à un courant de pensée "socio-anthropologique" qui a affecté
les sciences humaines, particulièrement en France dans les années
1900-1940.


